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Ventajas de la nueva tecnología Non-Invasive Back-
Scatter – NIBS™ para medida de Tamaño de partícula 

submicrónica a muy baja y alta concentración 
  

Detección óptica a 173°-
Detección por “ Backscatter”  

- Los Zetasizer Nano S y ZS miden la 
información de la dispersión 
cercana a 180º. Esto es conocido 
como “backscatter detection” . 

- La aplicación de “Backscatter 
detection”  es realizada por una 
tecnología patentada denominada 

 
NIBS (Non-Invasive Back-Scatter) 

• Non-Invasive Back-Scatter 
- Configuración de la medida automatizada. 
- Partículas pequeñas a baja concentración 
- Medidas a alta concentración 

¿Por qué medir el “ backscatter” ? Hay suficientes razones para hacerlo: 
 
* Porque el haz incidente no tiene que atravesar toda la muestra. Esto reduce el efecto conocido como 
“multiple scattering”, donde la luz dispersada de una partícula es dispersada a su vez por otra partícula, 
generando dispersiones luz múltiples. En éste caso, al pasar la luz por un una pequeña longitud de paso 
sobre la muestra, ésta puede ser medida a altas concentraciones. 
* Contaminantes como partículas de polvo sobre el dispersante generalmente son muy grandes con el 
tamaño habitual medido y dado que dispersan la luz más sobre la dirección frontal, el efecto de ésta 
contaminación es mucho menor. 
* Además el efecto “multiple scattering” es mínimo a 173ë, por tanto permite ser medida la muestra a más 
alta concentración. 

Caracter ísticas: 
 

- Ajuste óptico automático para optimizar la 
configuración de medida de todo tipo de muestras. 

- Ajuste automático del atenuador del láser con un 
rango dinámico de 300,000:1 para cubrir un rango 
de intensidad de 3 x 107:1. 

- Control preciso de la temperatura entre 2ºC y 90ºC. 
- Detector de Avalancha de alta eficiencia como 

estándar. 
- Monitorización de la potencia del láser y detector de 

transmisión del detector para muestreo y diagnosis 
del sistema. 
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